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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs a ces révisions, & ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the

publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC

étre obtenus aupres des Comltes nationaux de la CEIl et National Committees and from the following IEC
dans les sources:

L4 ulletin de la CEIl e |EC Bulletin

. nuaire de la CEI e |EC Yearbook

blié annuellement Published yeaXly
. talogue des publications de la CEl .
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie
En ce quf concerne la terminologie générale, le lecteur se aders are referred to IEC 50:
reporterala la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter- ), which is
national {VEIl), qui se présente sous forme de g pltres separate chapters egch dealing
séparés [traitant chacun d'un sujet défini. . Full details of the IEV will be

complets|sur le VEI peuvent étre obtenus sur d&
Voir égalément le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termps et définitions figurant dans la prese \te pub
cation ott été soit tirés du VE
approuvép aux fins de cette publ

Pour les
signes d
consulteri:

— g

élect

et pour IeF appareils électromédicaux,

. See also the IEC pMultilingual

& and definitions contained in the prpsent publi-
have been

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols|and signs
approved by the IEC for general use, readers arg referred to
publications:

- |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols fof use on
equipment. Index, survey and compilafion of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagkams;

and for medical electrical equipment,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratiqgue médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, |EC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES;
PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Examen général, essais de continuité électrique
et de résistance de contact, essais d’isolement et essais de contrainte diélectrique

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions ¢échniques, prépare! mités d’Etudes
oty sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions i 2 : mesfpire possible un

acgord international sur les sujets examinés.

2) Cgs décisions constituent des recommandations internationales et son omités natipnaux.

3) D4ns le but d’encourager Punification internationale, la CEI exprimele 0 Comités nationaux|adoptent dans

leyrs régles nationales le texte de la recommandation de la CE], dans I3 me itions nationales le perjnettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et 1a régle nationale'cofres it, dans la mesure du possiblg, étre indiquée
en|termes clairs dans cette derniére. ’

La|présente norme a été établie par Iq Comité d” 48 de EI: Composants électromécaniques poyr équipements
électrpniques.
Cetlte deuxiéme édition rempla A it ica °]1 (1983) et la

Cette norme doit ére utilisée canjainte 3 § b84) dela CEI.

La publicatioﬁ lication 512-1.

Ces eJ:ais additionne
I gst préva que icati a CEI remplacera les essais correspondants de la Publication 13¢-1 de la CEI:
Conngcteurs utilis &6 &8, j Hz, Premiére partie: Régles générales et méthodes de mesure.
Le fexte
WX\QR\ Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote
48.(BCN3S 48 (BC) 169, 169A
48 (BC) 95 48 (BC) 109 48 (BC) 150, 150A 48 (BC)156
48 (BC) 96 48 (BC) 115
48-(BE)88 48-BEY66 49-BECH29 48BEY 154
48 (BC)278 48 (BC) 285
48(BC) 89 48 (BC) 107
48(BC)252 48 (BC) 264
48 (BC) 90 48(BC) 108
48 (BC) 91 48(BC) 113
48(BC) 136 48 (BC) 159
48 (BC)232 48 (BC)236

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, mentionnés dans le tableau ci-dessus.

La publication suivante de la CE est citée dans la présente norme:
Publication n° 270 (1981): Mesure des décharges partielles.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS

FOR ELECTRONIC EQUIPMENT;
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS

Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests,

1) The form
National ¢
of opinio]

2) They havg

3) In ordert

the IEC r:
recommer}

ment.

This secon|

This standj
The complg
It is intend
Frequencies {

The text of v

insulation tests and voltage stress tests

 edition replaces the first
512-2 A (1980), First supplement.

FOREWORD

on the subjects dealt with.

the form of recommendations for international use and they are aece

all the
sensus

sense.

text of
e IEC

Equip-

jcation

These

prs for

A
Six Mo s%&K\

\>Report of Voting

Two Months’ Procedure

Report on Voting

48(CO) 135 48(CO) 169, 169A

48(C0O) 95 48 (CO) 109 48(C0O) 150, 150A 48 (CO) 156
48)(CO) 96 48(CO) 115

48(COY 8% 48(CO106 4HEO2S 48-(COY154
48(C0) 278 48 (CO) 285

48(CO) 89 48(CO) 107

48(CO)252 48 (CO) 264

48 (C0O)90 48(CO) 108

48 (CO)91 48(C0O) 113

48(C0O) 136 48(CO) 159

48(C0O)232 48 (C0O) 236

Further information can be found in the relevant Reports on Voting, indicated in the table above.

The following IEC publication is quoted in this standard:

Publication No. 270 (1981): Partial Discharge Measurements.


https://iecnorm.com/api/?name=25b5a8346a2bb53a69d55e4d3f4786db

Dolnaine d’application
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COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES;

PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE

Deuxieme partie: Examen général, essais de continuité électrique
et de résistance de contact, essais d’isolement et essais de contrainte diélectrique

SECTION UN - EXAMEN GENERAL

liére le prescrit.

Essai 1a: Examen visuel

$ion particu-
nité d’Etudes
ition particu-

Objet
L composants
Généralités
L’examen visu€l vérifig identité ité|du travail et
du fini par rappo i
spécifiés au paragraphe 1. g ilisé particuliére. '

L’e@ i
pronongc j

¢ndre soin de
bations a une

d) fini de la surface, par exemple:

— traces de corrosion,

- couleur (comparaison a des couleurs normalisées appropriées ou a des échantillons normalisés),

* Domaine d’activité du Comité d’Etudes n°48: Etablir des normes internationales concernant les composants prévus pour la
connexion ou I’interruption électromécanique et destinés & &tre utilisés dans les matériels de télécommunication et les dispositifs
électroniques analogues.

Notes I. - Ce Comité d’Etudes ne traitera pas des connecteurs pour fréquences radioélectriques, qui seront du ressort du Comité
d’Etudes n° 46, de méme que les cibles pour fréquences radioélectriques.

2. - Les supports des composants tels que les cristaux ou les tubes électroniques seront traités en collaboration avec le Comité
d’Etudes correspondant.
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ELECTROMECHANICAL COMPONENTS
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT;
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS

Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests,
insulation tests and voltage stress tests

SECTION ONE - GENERAL EXAMINATION

Scope

ed\for dlectro-
e used

The tests contained herein, when required by the detail specification
meg¢hanical components within the scope of Technical Committee o
for

1. Test [la: Visual examination

1.1 Object
g lectro-
me
1.2 General
The visual examination item
agdinst the relevant g i when
specified by the deta
The visu' ; :I come
to 4 fair judgemeé ust be

marking;

c) materials;

d) surface finish, for example:
- traces of corrosion,

- colour (comparison with applicable colour standards or samples),

* Scope of Technical Committee No. 48: To prepare international standards regarding components having an inherent electro-
mechanical connecting or switching function, intended for use in equipment for telecommunication and in electronic devices
employing similar techniques. :

Notes 1. - R.F. connectors will not be dealt with by this Technical Committee as they will be covered by Technical Committee
No. 46 together with r.f. cables.

2. - Sockets for components such as crystals or electronic tubes will be considered in co-operation with the revelant
Technical Committee.
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- degrédebrillant (comparaison a un étalon approprié, par exemple échelle de Boll ouéchantillon),

- rugosité, sillons, ondulations, égratignures, rainures, trous, pores, dépressions, protubérances,
écailles, fissures, bavures, éclats, etc.,

— matiére étrangére dans le produit et a sa surface;

e) conditions internes des matériaux translucides (par exemple cavités, inclusions gazeuses et lignes
de moulage, y compris les inclusions de matiéres étrangeres);

f) présence et zone d’application d’un lubrifiant (dans la mesure ot ’on peut s’en assurer visuel-
lement); '

g) piéces desserrées ou séparées (spécialement aprés un effort).

1.4 | Méthode d’examen visuel

a} al’ceil nu (force normale de vision, perception normale de cou ision la plus
favorable et avec un éclairage convenable), ou
b) avec une loupe, si spécifié.
En ce qui concerne cette norme, les méthodes spéciate 2utilisation de Iymiére pola-
risée (pour I’observation des tensions internes da [é dutres indicateurs (pour
Pobservation des fissures ou des pores & ’intérjeur de i sont pas permijses a moins

1.5 | Détails a spécifier
a) détails a examiner;

b) caractéristiques a vérifier;

normalisée.

i est de définir une méthode normalisée pour vérifier les dimensionf et la masse

2.2 | Généralités

L’examen dimensionnel et la vérification de masse sont des mesures effectuées sur les compo-
sants pour vérifier leur conformité 4 la spécification correspondante. On utilisera des outillages et
appareils de mesure appropriés.

2.3 Caractéristiques a vérifier

2.3.1 Dimensions d’encombrement

Les dimensions doivent &tre vérifiées et étre conformes aux dessins d’encombrement de la spécifi-
cation particuliére.

* Concernant le domaine d’activité du CE 48, voir la note en bas de page 6.
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- degree of lustre (comparison with applicable standard, for example Boll’s scale or sample),

- roughness, grooves, waves, scratches, furrows, holes, pores, depressions, crests, scales,
cracks, burrs, flash, etc.,

- foreign material in and on the surface;

e) internal conditions of translucent materials (for example cavities, gaseous inclusions and flow
lines, including inclusions of foreign matter);

f) condition and location of a lubricant (as far as can be visually ascertained);

g) loosened and detached parts (especially after stress).

1.4 Method of visual examination

e visual examination shall be carried out by one of the following metho

a) with the naked eye (normal strength of vision, normal colour perceptio thexmost favourable
Viewing distance and with suitable illumination); or

b) with magnifiers, if specified.

For the purpose of this standard, special methods, for exain i 3 ight (for qbserv-
ing |internal tensions in materials) or other indicators ingJnte:
porps), are not permitted unless explicitly required by the de

1.5 Detdils to be specified
a) details to be examined;
b) features to be checked;
¢) fleficiency criteria;

d) power of magnifie

e) any deviatif fro

2. Test [Ib: Examination ¢

2.1 Obj

T
meg

lectro-

2.2 Ger1eral

The dimensional examination and checking of mass are measurements made on the actual parts
with the aid of suitable measuring tools and measuring equipment against the relevant speci-
fication.

2.3 Features to be checked

.2.3.1 Outline dimensions

Dimensions shall be checked and shall comply with the outline drawings of the detail speci-
fication.

* Concerning the scope of TC 48, see the footnote on page 7.
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2.3.2 Masse

La masse doit étre vérifiée et étre conforme a la spécification particuliére.

2.3.3 Distances de claquage et lignes de fuite

CEI 1985

Les distances de claquage et lignes de fuite doivent étre vérifiées si la spécification particuli¢re le
précise. La distance doit étre conforme au guide qui se trouve dans les documents de prescriptions

générales appropriés.

2.3.4 Détails des dimensions

2.3.5

2.3.6

2.4

2.5

Si la spécification particuliére le précise, des dimensions détaillées des composants sourmis

s

doivent étre vérifiées et étre conformes aux dessins correspondants.

Utilisation de calibres

Si utilisation de calibres est indiquée dans la spécification parti
dants doivent étre acceptés ou rejetés par ces calibres, selon 1

Mesures spéciales
Les mesures spéciales telles que:

~ mesures de I’épaisseur de protection,

- mesures de rugosité ou d’irrégularités de

ne sont pas couvertes par cette spg

M¢éthodes de mesure

b) des calibres;
¢) un pr cH
d) un microssg

e

a)

b), détails deg calibres, s’ils sont applicables;

yorr cspon-

approprié,

précisés:

¢) type et puissance de 'outillage de mesure;
d) limites de non-conformité;

e) toute dérogation 4 la méthode d’essai normalisée.
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2.3.2 Mass

"The mass shall be checked and shall comply with the detail specification.

2.3.3 Clearance and creepage

Clearance and creepage distances shall be checked when specified by the detail specification.
The distances shall be in accordance with the guide in the appropriate general requirement docu-

ments.

2.3.4 Detailed dimensions

When required by the detail specification, detailed dimensions of the components supplied shall

be checked and shall comply with the relevant drawings.

2.3.5 Galging piocedure

Where gauging procedures are specified by the detail specification, t
be agcepted or rejected by the gauges, as appropriate.

2.3.6 Special measurements
Special measurements such as:
- measurements of the thickness of protection,

- mpasurements of surface roughness or irregularj

are ot covered by this specification.

2.4 Measuring methods

The examination of dimensions and\che
mea

€

ime

ould be carried out with appro

shall

briate

p=")
e

¢} typeamdpower of Teasuring equipment;
d) deficiency criteria;

e) any deviation from the standard test method.
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3.1

3.2—€o7zdi1ivnszénémfesv'equisesm5 TNesSures

Les mesures pourront étre effectuées en courant continu ou en coysant alte if: Ppur les mesu-
res en courant alternatif, la fréquence ne devra pas excéder 2 k i
courant continu font foi.

3.3
3.3

3.3

— 12 — 512-2 © CEI 1985

SECTION DEUX - ESSAIS DE CONTINUITE ELECTRIQUE
ET DE RESISTANCE DE CONTACT

Essai 2a: Résistance de contact - Méthode au niveau des millivolts

Objet

L’objet de cet essai est de définir une méthode normalisée pour mesurer la résistance électrique
d’une paire de contacts accouplés ou d’un contact accouplé avec un calibre de mesure.

accessi
doit ét

3.4

Méthode de mesure

.1 Détails des mesures

Cycles de mesure

S mMesures €n

La précision des instruments de mesure sera telle que I’e fot2 &de pas 10%.

La résistance de contact doit 1o rent € ¢ phute de tension mesyirée entre les

zones prévues pour le raccorde
tion particuliére.

b la spécifica-

¢ la tension de mesure est appliqyée.

Durant les mesufes é i01 &tre prises pour éviter que des pressiofis anormales

€t pour éviter tout mouvement des cfibles d’essai.

Quand les : : exi € afis la spécification particuliére ne sont pa$ directement

du'fil doit &tre déduite de la valeur mesurée. La vdleur corrigée

y'étre sélectionnés conformément & la spécification| particuliere.

eviter\la rupture des films isolants sur les contacts, la f.é.m. du circuit dg mesure, en
, nedoit pas excéder 20 mV courant continu ou créte en courant alternatif.

3.4.1 Mesures en courant continu

Un cycle de mesure consiste en:

a) établissement du contact; p

b) application de la tension;

¢) mesure avec le courant circulant dans un sens;

d) mesure avec le courant circulant dans le sens opposé;

e} débranchement de la source de tension;

/) interruption du contact.
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SECTION TWO - ELECTRICAL CONTINUITY AND CONTACT
RESISTANCE TESTS

3. Test 2a: Contact resistance — Millivolt level method

31

3.2

3.3.1

3.4 Mdasuring cycles

3.4.1

Object

The object of this test is to detail a standard method to measure the electrical resistance across a
pair of mated contacts or a contact with a measuring gauge.

Ge

peral measuring requirements

easure-
ts shall

d 10%.

feasurement details

he contact resistance shall be derived norn en the
1 speci-
ontacts
ere the conne ble, the
redistance of the cd rrected

value shall be ree
asuring

Measurement with direct current
One measuring cycle consists of:
a) making the contact;
b) application of the voltage;
¢) measurement with current flowing in one direction;
d) measurement with current flowing in the opposite direction;
e) disconnection of the voltage source;

/) breaking the contact.
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3.4.2 Mesures en courant alternatif
Un cycle de mesure consiste en:
a) établissement du contact;
b) application de la tension;
¢) prise de la mesure;
d) débranchement de la source de tension;

e) interruption du contact.

3.4.3 Plus d’un seul cycle de mesure

, les cycles

hi précédent et

3.5 | Conditions requises

La valeur de la résistance de contact ne doit excéde a valeur prescrite dans

la spécification particuliére.

a moyenne des deux valeurs
le courant en sens Jnverse.

claireptent indiquée dans le rapport dJessai.

Tre précisés:
saire;
de mesure;

re de cycles

de mesure;

¥

4, [Essai 2b: Résistance de contact - Méthode du courant d’essai spécifié

4.1 Objet

L’objet de cet essai est de définir une méthode normalisée pour mesurer la résistance électrique
d’une paire de contacts accouplés ou d’un contact accouplé avec un calibre de mesure.

4.2 Conditions générales requises pour les mesures

Les mesures pourront &tre effectuées en courant continu ou courant alternatif. Pour les mesures
en courant alternatif, la fréquence ne devra pas excéder 2 kHz. En cas de litige, les mesures en cou-
rant continu font foi.

La précision des instruments de mesure sera telle que Perreur totale n’excéde pas 10%.
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3.4.2 Measurement with alternating current

One measuring cycle consists of:

aj making the contact;

b) application of the voltage;

¢) making the measurement;

d) disconnection of the voltage source;

e) breaking the contact.

3.4.3 More than one measuring cycle

3.5

3.6 Delails to be specified

4. Test[2b:"Contact resistance — Specified test current method

4.1

4.2

Nofe. - Unless otherwise specified, the made contact(s) should not be disturbed betweg

Requirements
thq detail specification.

with forward and reverse current.

No

F in immediate succession.

The value of the contact resistance shall not exceed, fora

The contact resistance measurement with d.c. s

p

measuring

ercarried

test and

ified in

btained

for mate%iﬁ
for indivi nate & the ‘number of contacts to be measured and the number of

cycles;

Object

The object of this test is to detail a standard method to measure the electrical resistance across a

pair of mated contacts or a contact with a measuring gauge.

General measuring requirements

Measurements may be carried out with direct current or alternating current. For a.c. measure-

ments, the frequency shall not exceed 2 kHz. In the case of dispute, the d.c. measurements shall
govern.

The accuracy of the measuring apparatus shall be such that the total error does not exceed 10%.
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4.3 Méthode de mesure

4.3.1 Détails des mesures

La résistance de contact doit normalement &tre déduite de la chute de tension mesurée entre les
zones prévues pour le raccordement du céblage aux contacts, a des points prescrits dans la spécifi-
cation particuliére.

Le contact ne doit pas étre manceuvré pendant que la tension de mesure est appliquée.

Durant les mesures, des précautions doivent étre prises pour éviter que des pressions anormales
soient exercées sur les contacts soumis 2 ’essai et pour éviter tout mouvement des cables d’essai.

Quand les pomts de connexion prescrlts dans la spécification particuliére ne sont pas directement
isé doit étre dedulte de la valeur mesurée. La valeur

corrigée doit étre notée.
Les contacts a mesurer doivent é&tre sélectionnés conformément rticuliére.
4.3.0 * Courant et tension d’essai

La résistance de contact doit étre mesurée avec un coufa: ati ~ ontinu dont
la valeur est prescrite dans la spécification particuli¢re, ba 3 2\ it|pas excéder

dans la spécification particuliére.
Les mesures doivent étre effecty i suit I’appli-
cation du courant d’essai.

4.4 | Cycles de mesure

4.4l Mesures en cour

Un cycle de
a) établissem
b) appliij%
ircdlant dans le sens opposé;

purce de tension;

N\Sa0f indication contraire, les contacts établis ne devront étre dérangés ni entre la fin d’un essai précgdent et I’appli-
cation defa tension de cet essai, ni entre deux cycles successifs de mesure.

Note.

4.4.2 Mesures en courant alternatif
Un cycle de mesure consiste en:
a) établissement du contact;
b) application de la tension;
¢) prise de la mesure;
d) débranchement de la source de tension;

e) interruption du contact.

Note. — Sauf indication contraire, les contacts établis ne devront &tre dérangés ni entre la fin d’un essai précédent et ’appli-
cation de la tension de cet essai, ni entre deux cycles successifs de mesure.
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4.3 Method of measurement

4.3.1 Measurement details

The contact resistance shall be derived normally from the voltage drop measured between the
zones intended for connection of the wiring to the contacts at the points specified in the detail speci-

fication.

The contact shall not be operated while the measuring voltage is applied.

Care must be taken during the measurement to avoid exerting abnormal pressure on the contacts
under test and to avoid movement of the test cables.

Where the connection points specified in the detail specification are not directly accessible, the
resistance of the cable or wire used shall be subtracted from the measured value. The corrected

vallle shall be recorded.

Tlhe contacts to be measured shall be chosen in accordance with the detdil specification;

4.3.2 Test current and voltage
yent as

The contact resistance shall be measured with the rated alge
j peak,

spe
but

Nleasurements shall be made on individual cof " I i ication of
the|test current.

4.4 M:/Jueuring cycles

4.4.1 asurement with din

(ne measuring ¢

a) making the ontact;
b) applicatio@

c)
d)
e
5

i%e specified, the made contacts should not be disturbed between the end of a preceding test{and the
voltage in this test, nor between successive measuring cycles.

4.4.2 Measurement with alternating current
One measuring cycle consists of:
a} making the contact;
b) application of the voltage;
¢) making the measurement;
d) disconnection of the voltage source;

e} breaking the contact.

Note. - Unless otherwise specified, the made contacts should not be disturbed between the end of a preceding test and the
application of the voltage in this test, nor between successive measuring cycles.
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4.4.3 Plus d’un cycle de mesure

Quand la spécification particuliére prescrit deux cycles de mesure ou davantage, les cycles
doivent se succéder immédiatement.

4.5 Conditions requises
La valeur de la résistance de contact ne doit excéder pour aucune mesure la valeur prescrite dans
la spécification particuliére.

La mesure de la résistance de contact en courant continu doit étre la moyenne des deux valeurs
obtenues, I’une avec le courant continu dans un sens et I’autre avec le courant en sens inverse.

Note. - Toute dérogation 3 la procédure d’essai normalisée devra étre clairement indiquée dans le rapport d’essai.

4.4 Détails a spécifier

Quand cet essai est requis par la spécification particuliére, les d étre précisés:
a) le point de connexion des fils de mesure, leur type, leur sestion et Bssaire;

b) pour un jeu de connecteurs accouplés, les contacts & mesurer etJe s de mesure;

¢) pour des contacts individuels accouplés, le nombre \CtS\3 or et le nombre de cycles
de mesure;
d) si les contacts doivent ou non €tre manoguvrés 2 rés et/ou entre [les cycles de
mesure;

e) le courant de mesure;

N/

g) ons d’essai normalisées.

5.
5.1
ne méthode normalisée pour déterminer la variatipn de la résis-
s 'électromécaniques dans des conditions dynamiques grescrites. Cet
¢ sur des composants dont la résistance de contact est| mesurée par
5.2

jcation parti-
culigre.

5.3~ Conditions generales requises

5.3.1 On déterminera la variation de la résistance de contact dans des conditions dynamiques.

5.3.2 Les mesures de la variation de la résistance de contact devront étre effectuées au moment prescrit
dans P’essai approprié et/ou prescrit dans la spécification particuliére.

5.3.3 Les mesures devront é&tre effectuées avec un courant continu dont la valeur ne sera pas supérieure
4 50 mA et la f.é.m. du circuit de mesure ne devra pas dépasser 20 mV.

5.3.4 La variation de la résistance de contact ne devra pas étre supérieure a la valeur prescrite dans la
spécification particuliére.
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4.4.3 More than one measuring cycle

When two or more measuring cycles are required by the detail specification, they shall be carried
out in immediate succession.

4.5 Requirements

The value of the contact resistance shall not exceed for any measurement the value specified in
the detail specification. :

The contact resistance measurement with d.c. shall be the average of the two readings obtained
with forward and reverse current. '

Note. - Any deviation from the standard test procedure should be clearly indicated in the test report.

4.6 Details to be specified
When this test is required by the detail specification, the following d iffied:
a)| the connecting point of the measuring wires, their type and sizeyd
b)| for mated sets, the contacts to be measured and the number

¢)| for individual mated contacts, the number of contacts De ASH d the number of
measuring cycles;

d)| whether contacts are to be operated before the asuring

cycles;
e}| the measuring current;
f) | the permissible limits of contact resistance;

2)| any deviation from the standard te onditions.

5. Test 2¢c: Contact resista

5.1 Object Q
The object thi

resgistance of efe

contact
gshall be

specifi-
cafion

5.3 General requirernents

5.3.1 The variation of contact resistance shall be determined under dynamic conditions.

5.3.2 The measurement of variation of contact resistance shall be made during the period specified in
the relevant test and/or detail specification. '

5.3.3 The measurement shall be made with a d.c. not exceeding 50 mA and the e.m.f. of the measuring
circuit shall not exceed 20 mV.

5.3.4 The variation of contact resistance shall not exceed the value specified in the detail specifi-
cation.
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5.4 Appareil de mesure

5.4.1 La variation de la résistance de contact peut étre déterminée a 1’aide d’un oscilloscope a rayons
cathodiques (écran a grande persistance) montrant la chute de tension mesurée aux points prescrits
dans la spécification particuliére.

5.4.2 L’appareil de mesure doit:

- avoir une courbe de fréquence en palier dans les limites =3 dB entre 400 Hz et 1 MHz;
— si un oscilloscope est utilisé, il doit avoir la sensibilité suivante:
50 uV/cm ou supérieure, jusqu’a 1 MHz, pour des mesures de résistances inférieures ou égales

a5 mQ.

500 yV/cm ou supérieure, jusqu’a 1 MHz, pour des mesures de résistances inférieures ou égales
430 mQ.
1,0 mV/cm ou supérieure, jusqu’a 1 MHz, pour des mesures de résistarice, 34, s a4 30 mQ.

5.5 |Détails a spécifier

a) méthode de montage et de cablage du spécimen en es§ai et.détails i le ou de fil

a utiliser;
b) limite de la variation de la résistance de conta
¢) sévérité de I’essai ou des essais dynamiqug
d) contacts a mesurer;

e) sensibilité de I’appareil de mesure

6. Essai 2d: Continuité ¢
7. Kssai 2e: Pe
7.1 |Objet ié
7.2

7.3 |Méthode de mesure

7.3.1 La perturbation de contact doit &tre déterminée dans des conditions dynamiques. La durée de
Pouverture des contacts fermés et/ou de la fermeture des contacts ouverts doit étre déterminée
lorsque le composant est soumis aux essais de secousses, chocs, vibrations ou accélération.

7.3.2 La surveillance de la perturbation de contact doit étre assurée pendant la période indiquée dans
P’essai correspondant et/ou dans la spécification particuliére. Il est possible de surveiller les
contacts soit individuellement soit en un ou plusieurs groupes comme indiqué dans la spécification
particuliére. Lorsqu’on surveille les contacts en groupes, les contacts fermés peuvent étre raccordés
en série et les contacts ouverts peuvent étre raccordés en parallcle.

Note. - Lorsqu’on détecte un défaut sur les contacts essayés en groupe, il est admis d’essayer ensuite les contacts indivi-
duellement.
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5.4 Measuring apparatus

5.4.1 The variation of contact resistance may be determined by means of a cathode-ray oscilloscope
(with a long-persistance screen) displaying the voltage drop measured between points specified in
the detail specification.

5.4.2 The measuring apparatus shall:

- have a frequency characteristic which is flat within + 3 dB between 400 Hz and 1 MHz;
- if an oscilloscope is used, it shall have a sensitivity as follows:
50 pV/cm or better, up to 1 MHz, when measuring resistances up to 5 m<Q.

500 uV/cm or better, up to 1 MHz, when measuring resistances up to 30 mQ.

I.J) mV/cm or better, up to 1 MHz, when measuring resistances above 3

5.5 Detalls to be specified
When this test is required by the detail specification, the followirg detai
a) method of mounting and wiring the test specimen and details\of\the to be
uped;
b) limit of variation of the contact resistance;
¢) severity of the associated dynamic test(s);
d) contacts to be measured;
e) se¢nsitivity of the measuring apparatusy

f) apy deviation from the standard tes{ met

6. Test2

7. Test2

7.1 Obje
ctro-
ecifi-

7.3 MetHod of-measure

7.3.1 The contact disturbance shall be determined under dynamic conditions. 1he duration of the
opening of closed contacts and/or the closing of open contacts shall be determined when the com-
ponent is subjected to bump, shock, vibration, or acceleration tests. ’

7.3.2 The monitoring of contact disturbance shall be made during the period specified in the relevant
test and/or detail specification. The contacts may be monitored individually or in one or more
groups as specified in the detail specification. When monitored in groups, closed contacts may be
connected in series and open contacts may be connected in parallel.

Note. - If failure is indicated when testing contacts in groups, it is permitted to test individual contacts subsequently.
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7.4 Conditions requises

7.4.1 La mesure doit &tre effectuée avec un courant continu ne dépassant pas 150 mA. La f.¢.m. de la
source ne doit pas dépasser 10 V.

7.4.2 Ladurée de perturbation de contact ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans I’essai correspon-
dant et/ou dans la spécification particuliére. Les valeurs préférentielles sont 1 us, 10 us, 100 ps,
1 ms et 10 ms.

7.4.3 Un contact fermé est considéré comme étant perturbé lorsque la chute de tension entre contacts est
supérieure a 50% de la f.é.m. de la source. Un contact ouvert est considéré comme étant perturbé
lorsque la chute de tension entre contacts est inférieure & 50% de la f.é.m. de la source.

7.5 | Détails a spécifier
Quand cet essai est requis par la spécification particuliére, les défdi i i tre précisés:

a) méthode de montage et de ciblage du spécimen en essai et détai eoudefila
utiliser;

b) période de surveillance, si elle est différente de celle node d’essai

correspondante;

8. |Essai 2f: Continuité électrique du

8.1 | Objet

; ¢ ce entre des
boitiers (coquifle 2 i, ¢ électrique.

Cet essain’e
électriq

es ou radio-

8.2

8.2.J1 es d’assurer

Les es os dev
es fiches\deviont étre équipées de petites longﬁeurs de fil ou de cable, conformémegnt aux pres-

8.2. Csi i i ri Suit:

- De la gaine métallique du cible et/ou du boitier (coquille) au panneau de fixation, dans le cas ol
I’un des composants est fixé. '
- — Entre les gaines métalliques des cables, dans le cas de composants non montés.
- Entre les panneaux de fixation, dans le cas ou les deux composants sont fixés.

8.2.3 1es mesures de résistance devront étre effectuées conformément a P’essai 2b ou a I’essai 2c de la
présente section.

8.3 Conditions d’essai requises

La valeur de la résistance ne doit pas dépasser la valeur prescrite dans la spécification particuliére.
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7.4 Requirements

7.4.1 The measurement shall be made with d.c. not exceeding 150 mA. The e.m.f. of the source shall
not exceed 10 V.

7.4.2 The duration of the contact disturbance shall not exceed the value specified in the relevant test
and/or detail specification. Preferred values are 1 us, 10 ps, 100 ps, 1 ms and 10 ms.

7.4.3 A closed contact is considered disturbed when the voltage across it exceeds 50% of the source
e.m.f. An open contact is considered disturbed when the voltage across it drops below 50% of the

source e.m.f.

7.5 Detajls to be specified

a) method of mounting and wiring the test specimen and details ¢ to be
sed; - :

b) monitoring period, if different from that specified in the 2¢

¢) contacts to be monitored and their operated condition;

d) limit of duration of contact disturbance;

e) any deviation from the standard t¢st met or condi
8. Test 2f: Housing (shell) electrical continuity
8.1 Obje Q

O
T andard metliod for measuring the resistance between

T

8.2 Gend

8.2.1 Cao ¢ aying ‘me housings (shells) intended to provide electrical continuity |when
mat :

Lee cOmponents shall be fitted with short lengths of wire or cable, as specified in the detail|speci-
fication.

8.2.2 Th

- From cable braid and/or housing (shell) to mounting panel where one of the components is
a fixed type.

— Between cable braids for free components.

- Between mounting panels where both connectors are fixed.

8.2.3 The resistance measurements shall be made according to Test 2b or Test 2c of this section.

8.3 Test requirements

The value of the resistance shall not exceed the value specified in the detail specification.
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8.4 Détails a spécifier
Quand cet essai est requis par la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre précisés:
a) méthode de montage du spécimen et du/des faisceau(x) de cable(s) ou de fil(s) associés;
b) points ol les mesures doivent étre effectuées;
¢) courant et méthode d’essai (essai 2b ou essai 2c) a utiliser;
d) résistance maximale permise;

e) toute dérogation & la méthode et/ou aux conditions d’essai normalisées.

9. KEssai 2g: Stabilité de résistance de contact (supprimé)

10. | Essai 2h: Résistance (de terre) de I’organe de commande au support de montage(en sa‘llie)

10.1| Objet

L’objet de cet essai est de définir une méthode normalisée
I’organe de commande métallique d’un commutateur et le sy
tionne.

ésigtance entre
uel il fonc-

10.2] Méthode de mesure

mesure sur
{’exercer sur
écpssaire pour

Les mesures de xésistagy ive e ¢ iti de ’organe
de commande,| ¢ i urs rotatifs;
pour ch. s 4 bascule;

I’organe de

10.3

itation parti-

10.4_\Détails g spécifier

Si cet essai est requis par la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre précisés:

a) positions de mesure de I’organe de commande, si différentes de celles qui sont spécifiées au
paragraphe 10.2;

b) la résistance maximale autorisée;

¢) toute dérogation a la méthode d’essai normalisée.
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8.4 Details to be specified

When this test is required by the detail specification, the following details shall be specified:

a) method of mounting the specimen and the associated cable(s)/wire bundle(s);

b) points at which measurements are to be made;
¢) test current and test method (Test 2b or Test 2¢) to be used;
d) maximum permissible resistance;

e) any deviation from the standard test method and/or conditions.

9. Test 2g: Stability of contact resistance (deleted)

10. Test|2h: Resistance (earthing) from actuator to mounting bushing (surface)

10.1 Object

e object of this test is to detail a standard method to determine the
swifch actuator and the mounting bushing in which it operates.

10.2 Mdthod of measurement

bus]
ance.

Qne complete cycle of the actuator may be

intd its next reading positj

Rlesistance measurements s al
for fotary switches; &
spegification.

QOne resistanc

10.3

10.4 Deiailsto be specified

unting
resist-

tuator

pssible
detail

detail

When this test is required by the detail Specification, the following details shall be given:

a) measurement positions of actuator if other than specified in Sub-clause 10.2;

b) maximum allowable resistance;

¢) any deviation from the standard test method.


https://iecnorm.com/api/?name=25b5a8346a2bb53a69d55e4d3f4786db

— 26 — 512-2 © CEI 1985

SECTION TROIS - ESSAIS D’ISOLEMENT

11. Essai 3a: Résistance d’isolement

11.1 Objet

L’objet de cet essai est de définir une méthode normalisée pour déterminer la résistance d’isole-
ment des composants électromécaniques.

11.2 Montage du spécimen

articuliére.

int continu,
rite dans la

cture stable.
rée 60 +5s

bnsigné dans le

rite dans la

spécification parti

Méthodege
1 Méthode A

rescrite a été
htres sorties

Lésssorties \alternées seront reliées entre elles de facon a former deux groupes.

Larésistance d’isolement sera mesurée sur les spécimens auxquels la tension d’essai pfescrite a été
appliquée entre:

a) le premier groupe de sorties et le second groupe connecté au boitier et/ou a la plaque de fixation,
et

b) le second groupe de sorties et le premier groupe connecté au boitier et/ou a la plaque de fixation.

Note. - Dans le cas de sorties disposées sur deux rangées ou plus, il sera nécessaire de former un deuxiéme arrangement de
deux groupes de facon que la résistance d’isolement de chaque paire de contacts adjacents soit mesurée.

11.4.3 Meérthode C

La résistance d’isolement sera mesurée en appliquant la tension d’essai prescrite entre deux
sorties adjacentes ayant un écartement minimal.
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11. Test 3a: Insulation resistance

11.1 Object

SECTION THREE - INSULATION TESTS

The object of this test is to detail a standard method to assess the insulation resistance of electro-

mechanical components.

11.2  Mounting of specimen

11.3  General requiremenis

11.3.1 The insulation resistance shall be measured with a closed-eircuit
1001 15V or 500 + 50V, using the method A, B or C specified.in

11.3.2 The insulation resistance shall be measured only
co;]dition is not reached, the insulation resistance-readi
lication of voltage.

ap

Notg. - If stability was not attained at the time the

11.3.3 The insulation resista

11.4 Mdasuring n@d

11.4.1 Method A

int
and

IIne specunen shalt be mounted i accordance with the detail specCincatiornl.

*x1V,

stable

pplied
ousing

pplied

a) the first group of terminations and the second group connected to the housing and/or the

mounting plate, and

b) the second group of terminations and the first group connected to the housing and/or the
mounting plate.

Note. - In the case of terminations arranged in two or more rows, it will be necessary to form a second arrangement of two
groups in order to measure the insulation resistance of each pair of adjacent terminations.

11.4.3 Method C

The insulation resistance shall be measured between two adjacent terminations having a

minimum spacing using the specified test voltage.
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11.5 Détails a spécifier
Quand cet essai est requis par la spécification particuli¢re, les détails suivants doivent &étre précisés:
a) méthodq de mesure 2 utiliser (voir paragraphe 11.4);
b) valeur de la tension d’essai;
c¢) valeur minimale de la résistance d’isolement;
d) contacts soumis a I’essai;
e) température;
f) conditions fonctionnelles, par exemple: accouplés ou désaccouplés, etc.;

g) toute dérogation a la méthode et/ou aux conditions d’essai normalisées.

SECTION QUATRE - ESSAIS DE CONTRAI 1Q

12. | Essai 4a: Tension de tenue

12.1 Objet

L’objet de cet essai est de déterminer I’aptit
spécifiées et appliquées selon degA

tions d’essai

12.3 Montage du spécimen
Le spécimen doit étre monté ticuliére.

12.3 Meéthodes d’essa
On appliquera : 3] ant 60 £5 s

Sion e de 45 Hz a

60Hz, et !’

12.3.
cation parti-
la plaque de
de fixation.

12.3.22"Méthode B

Les sorties alternées seront reliées entre elles.
Si possible, aucun groupe n’aura de contacts adjacents.
Note. - Dans le cas de sorties disposées sur deux ou plusieurs rangées, il sera nécessaire de former un deuxiéme arrangement
de deux groupes de fagon que la tension de tenue de chaque paire de contacts adjacents soit mesurée.
Le spécimen sera soumis a I’essai de tension de tenue dans I’ordre suivant:

- entre le premier groupe de sorties et le second groupe connecté au boitier et/ou a la plaque de
fixation; .

- entre le second groupe de sorties et le premier groupe connecté au boitier et/ou a la plaque de
fixation.
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11.5 Details to be specified
When this test is required by the detail specification, the following details shall be specified:
a) measuring method to be used (see Sub-clause 11.4);
b) value of the test voltage;
¢) minimum value of the insulation resistance;
d) contacts to be tested;
e) temperature;
f) operated conditions, for example mated or unmated, etc.;
g) any deviation from the standard test method and/or conditions.
SECTION FOUR - VOLTAGE STRESS T
12. Test 4a: Voltage proof
12.1
iffed test
voltages applied in a specified manne
12.2
S 123
‘ AR ecified
in the detail specifi¢ation.
.c. @) age i ‘mately
sinpsoidal in wave p
12.3.1
etween
ea r# and the housing and/or the mounting plate, all other terminationf being
co
12.3.2

Alternate terminations shall be connected together.

Where practical, no one group shall contain adjacent contacts.

Note. - In the case of terminations arranged in two or more rows, it will be necessary to form a second arrangement of
two groups in order to measure the withstand voltage of each pair of adjacent terminations.

The specimen shall be subjected to the test voltage as specified in turn, between:

- the first group of terminations and the second group connected to the housing and/or the
mounting plate; ‘
- the second group of terminations and the first group connected to the housing and/or the

mounting plate.
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12.3.3 Méthode C
Le spécimen sera soumis a ’essai de tension de tenue entre les sorties adjacentes, comme indiqué

dans la spécification particuliere.

12.4 Conditions requises d’essai
Il ne doit y avoir ni claquage ni amorgage d’arc, et le courant de fuite maximal admissible ne doit

pas étre dépassé lorsque la tension prescrite par la spécification particuliére est appliquée.

12.5 Détails a spécifier
Quand cet essai est requis par la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre précisés:

sttrode-irmtitisers
b) valeur et nature de la tension d’essai;
¢) s’il s’applique, le courant de fuite maximal admissible;

d) contacts soumis a ’essai;

e) conditions climatiques;
f) pour les interrupteurs, les conditions de manceuvre;

aj de tefipératie, la tension d’essai devra gtre réduite en
inajei @ s dangta spécification générale coprespondante.

13.
13.1
d’un com-
$ décharges
i des décharges
mesure est adapte aux conditions partlcuheres des composants élecfromécaniques
13.2

ichtion parti-
fectué, par
pteurs, s’ils

ation particuliére doit préciser dans quelles conditions 1’essai sera e
des connecteurs, s’ils sont accouplés ou désaccouplés, et pour des interru

sont-ouverts ou fermés.

13.3 Méthode d’essai

13.3.1 Appareillage d’essai
La tension d’extinction de la décharge partielle doit étre mesurée avec le schéma de la figure 1,

page 32.
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